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Vazeni,

zadavatel dne 21.6.2024 obdrzel zadosti o vysvétleni zadavaci dokumentace verejné zakazky ,Elektronovy
mikroskop s fokusovanym iontovym svazkem (FIB-SEM)", zadavané v otevieném nadlimitnim Fizeni. V souladu
s ust. §§ 98 a 99 zakona ¢. 134/2016 Sb., o zadavani verejnych zakazek (dale jen ,zakon"), na tyto zadosti
odpovidame. Vysvétleni poskytujeme stejnym zplsobem, jakym byly zadavaci podminky poskytnuty, tedy
uverejnénim na profilu zadavatele. Zaroven vysvétleni odesilame vsem znamym dodavatellm.

Dotaz ¢. 3:

K bodu 1.4 Je mozné nabidnout kameru, ktera by byla mimo komoru za predpokladu zachovani korelace -
kontroly vzorku a lokalizaci analyzovaného mista na vzorku?

Odpovéd”

V bodé 1.4 pozadujeme CCD detektor/kameru pro posouzeni polohy stolku a detektorl a druhou navigacni
kameru konfigurovanou v zenitalnim Ghlu pro kontrolu vzorku a lokalizaci analyzovaného mista na vzorku.
Pozadavek vyluCuje instalaci navigacni kamery mimo komoru, nebot’ takovéd metoda ztézuje pribéznou
kontrolu vzorkd v procesech analyzy a opracovani vzorkd.

Dotaz ¢. 4:

K bodu 1.5. ohledné STEM detektoru pozadujete az 11 segmentl. Standardni detektory disponuji Sesti
segmenty, které jsou dostatecné citlivé a pokryji rovnéz pozadované kontrastni metody. Uzna zadavatel STEM
detektor se Sesti segmenty, ktery spini poZzadované kontrastni metody?

Odpovéd

Tento parametr byl feSen v odpovédi na dotaz ¢. 2 ve vysvétleni ¢. 2 ze dne 24. 6. 2024. Samotny pocet
segmentt STEM detektoru tak jiz, vzhledem k této Uprave, neni relevantni. Pro Uplnost dodavame, Ze detektor
musi umoznit simultanni pfizptsobeni kontrastu v reZzimech BF, DF a HAADF s moznosti vybéru az 11 moznych
kombinaci kontrastu.

Dotaz ¢. 5:

K bodu 2.1 Pro vSechny pozadavky tykaijici se rozliSeni iontl nebo elektron(, které maiji byt uvedeny: Jak se
ma rozliSeni urcit, aby bylo mozné srovnavat? Jsme zastanci pfistupu zaloZzeného na statistice (napt. zlato na
uhliku, rozliSeni na vice nez 100 hranach se ma méfit vzdy jako vzdalenost mezi prislusnymi Grovnémi intenzity
35 % a 65 % na nezpracovaném snimku). To je v rozporu s pristupem, ktery se snazi najit a vybrat pouze
nejlepsi hranu pro méfeni rozliSeni, ktery pouZivaji néktefi vyrobci. Uzna zadavatel rozliSeni 3 nm pomoci
statistické metody?

Odpovéd

Pouzita bude metoda urceni rozliSeni, kterd je dana vyrobcem nabizeného zafizeni. PoZadujeme splnéni
minimalni hodnoty rozliSeni uvedené v bodé 2.1. Hodnota si=3nm nespliiuje poZadavek 2.1., kde definujeme
minimalni prostorové rozliSeni alespon 2,5 nm. Zadavatel vyzaduje splnéni pozadavku na rozliSeni a uvedeni
metody urceni tohoto rozliSeni, ktera je dana vyrobcem nabizeného mikroskopu.
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Dotaz ¢. 6:
K bodu 2.2 ohledné automatické pfipravy lamel, uzna zadavatel pfipravu lamel pouze shora dol&?

Odpovéd":
V bodé 2.2. pozadujeme s ohledem na automatickou pfipravu lamel: automatické frézovani (chunk milling),
automatické podiezavani (undercut), automatické ztencovani na mfizce (on grid thinning), automatické lesténi
za nizkého napéti (low kV polishing) pro vSechny geometrie pfipravy TEM lamely - shora dol (top down),
rovinny pohled (planar) a obraceny (inverted). Automaticka pfiprava lamel pouze shora dolll pozadavek
nespliuje.

Dotaz ¢. 7:
V bodu 2.3 u posledniho dotazu bychom se dotazali, zda-li zadavatel uzna zivy rezim pomoci inLens detektord?

Odpovéd".

V bodé 2.3. je mimo jiné jako hodnotici kritérium uvedena Ziva kontrola TEM lamely na STEM detektoru pfi
automatickém ztencovani lamely a kontrolu tloustky TEM lamely na STEM detektoru. Ziva kontrola procesu
pripravy lamely pomoci jinych detektor nez STEM tomuto pozadavku nevyhovuje, tedy odpovéd’ u kritéria C.
1.15 by byla ,NE".

Dotaz C. 8:

U bodu 4.1 nabizime -5 az +70°. Standardni aplikace vCetné pfipravy TEM lamel, EDS, EBSD a ostatni aplikace,
které pozadujete, vcetné in-situ STEM zobrazovani TEM lamel bez preruseni vakua je mozné provést nami
uvedeném rozsahu naklonu stolku.

Odpovéd"
Rozsah naklonu stolku v rozmezi -5 az 70° neumoznuje analyzu vzorku pod ortogonalnimi Ghly, poZzadavek na
naklon 90° a vic v bodé 4.1. neni timto spinén.

V Ostravé

. Digitalné podepsal
|n9- Miroslav Ing. Miroslav Jilek
Jilek Datum: 2024.06.26

14:29:04 +02'00'

Ing. Miroslav Jilek
specialista vefejnych zakazek



		2024-06-26T14:29:04+0200
	Ing. Miroslav Jílek




